Modulbezeichnung Spektroskopie

Semester 4
ECTS-Punkte (Dauer) 3 (1 Semester)
Art Pflichtfach fiir CT, Wahlpflichtmodul fir BT, SES

Studentische Arbeitsbelastung | 30 h Kontakizeit + 60 h Selbststudium

Voraussetzungen (laut BPO)

Empf. Voraussetzungen Physikalische Chemie, Thermodynamik, Thermodynamik der Gemi-
sche, Mathematik | - Il

Verwendbarkeit BaCTUT, BaBTBI, BaSES

Prifungsform und -dauer Klausur 2 h oder miindliche Prufung

Lehr- und Lernmethoden Vorlesung

Modulverantwortlicher M. Sohn

Qualifikationsziele

Die Studierenden lernen die physikalisch-chemischen Grundlagen moderner bildgebender Verfahren wie
der Lichtmikroskopie, der Eektronen- und Sondenmikroskopie (Rasterleketronenmikroskopie (REM) und
Rasterkraftmikroskopie (AFM)) sowie der Spektroskopie, insbesondere der FTIR-Spektroskopie, kennen.
Bei der Lichtmikroskopie lernen die Studierenden die verschiedenen Mikroskop-Typen (Auflicht/Durchlicht),
-Bauweisen (aufrecht/invers, stereo) und -Klassen (von Feld bis Forschung) kennen. Sie erlernen den Ge-
samtaufbau eiens Mikroskops sowie die einzelnen Komponenten mit ihrer Bauweise und Funktion. Sie
kdénnen den Strahlengang und die Bilderzeugung mit dem ihr zugrunde liegenden Prinzip beschreiben,
insbesondere fir die verschiedenen Kontrastverfahren Hellfeld, Dunkelfeld, Phasenkontrast, Polarisati-
on, Differentieller Interferenzkontrast (DIC)) und Fluoreszenz. Sie verstehen Auflésung und Kontrast. Die
Studierenden lernen den Aufbau eines IR-Mikroskops und die Durchfiihrung von Messungen damit ken-
nen.Gleiches gilt fir das Rasterlektronen- (REM) und das Rasterkraftmikroskop (AFM). Bei AFm lernen sie
die verschiedenen Modi (Kontakt, dynamisch/Tapping, Phase Imaging, MFM, EFM, etc) zu unterscheiden
und ihre Vor und Nachteile sowie ihre Anwendungsgebiete zu beschreiben. Die Studierenden erlernen die
Erstellung und Interpretation von Kraftkurven sowie Force Mapping.

In der Spektroskopie erlenen die Studierenden die Grundlagen von Ration und Schwingung in
der klassischen Physik inklusive ihrer quantenmechanischen Erweiterungen zur Anwendungen in
der FTIR-Spektroskopie. Sie lernen Entstehung, Aussehen und Interpretation von Flissigphasen-,
Gasphasen-Rotations- und Gasphasen-Rotationsschwingungsspektren. Sie lernen den Aufbau eines
FTIR-Spektrometers sowie fortgeschrittene Methoden wie abgeschwachte Totalreflexion (ATR), diffuse Re-
flexion (DRIFT), Absorptions-Reflexions-Spektroskopie (IRRAS) kennen.

Lehrinhalte

Physikalisch chemische Grundlagen zur Lichtmikroskopie, Rasterlektronenmikroskopie, Rasterkraftmikro-
skopie, IR-Mirksokopie und IR-Spektroskopie. Aufbau der Gerate und Durchfiihrung der Messungen mit
ihnen. Grundlagen von Schwingung und Rotation, Entstehung und Interpretation der Gasphasen- und
Flussigkeitsspekiren. Moderne Methoden der IR-Spektroskopie wie Abgeschwéchte Totalreflexion (ATR),
diffuse Reflexion (DRIFT), Reflexions-Absorptionsspekiroskopie (IRRAS).
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